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Zweimal im Jahr veranstaltet die FRT 
GmbH für Kunden, Partner und In-
teressenten die FoRT-Bildung - eine 
Veranstaltung, die in die Begriffe To-
pographie und Rauheit einführt und 
die wichtigsten Messverfahren mit 
Ihren Anwendungsgebieten erläu-
tert. Anhand konkreter Anwendungs-
beispiele werden die Definitionen 
und Aussagekraft der relevantesten 
Oberflächenkennwerte vermittelt. 

Das seit über sechs Jahren etablierte 
Seminar richtet sich sowohl an An-
wender von Oberflächenmesstech-
nik, als auch Entwickler und Qua- 
litätsbeauftragte. In diesem Jahr findet 
die Veranstaltung jeweils am 9.4.08 
sowie 22.10.08 in Bergisch Gladbach 
am Firmenhauptsitz statt. Die Semi-
nargebühr beträgt je Teilnehmer und 
Veranstaltung 750,00 Euro zzgl. MwSt.

Aus dem Inhalt

Bedeutung der Charakterisierung von
Oberflächen/Rauheit in der Technik

An Beispielen aus der Praxis wird die 
Bedeutung der Oberfläche und deren 
Charakterisierung für das Produkt de-
monstriert.

Messtechnik zur Bestimmung  
der Topographie I

Verschiedene Methoden zur Messung 
der Topographie von technischen 
Oberflächen werden vorgestellt (Licht-
mikroskopie, Rasterelektronenmikros-
kopie, Tastschnittverfahren, konfokale 
Messverfahren, Interferometrie etc.). 
Nach einer Skizzierung des zugrunde 
liegenden Messprinzips werden die 
Möglichkeiten und Einschränkungen 

der verschiedenen Verfahren in un-
terschiedlichen Anwendungsgebieten 
präsentiert. In einer Übungsphase 
besteht für die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, am Beispiel aktueller Mess-
aufgaben aus verschiedenen Arbeits-
bereichen die Vor- und Nachteile der 
dargestellten Verfahren zu diskutieren.

Bewerten von Oberflächen I und II

Hier werden die für die Bewertung 
der Topographie von Oberflächen re-
levanten Aspekte wie Auswahl des 
Messbereichs, Unterschied im Infor-
mationsgehalt, Profil/3D-Messung und 
Filterung der Messdaten behandelt. 
Die wichtigsten Kennwerte (Rauheit, 
Welligkeit etc.) werden erläutert und 
mit Anwendungsbeispielen verdeut-
licht. Aufbauend auf dem Höhenhisto-
gramm und der Traglastkurve wird auch 
auf Parameter wie Kernrautiefe oder 
Materialanteile eingegangen. Im ab-
schließenden Übungsteil können die 
Teilnehmer die FoRT-Bildungsinhalte 
an praktischen Beispielen gemeinsam 
vertiefen und ihr neu erworbenes Wis-
sen überprüfen.

Ihre Anmeldung und Fragen richten 
Sie bitte an Frau Ulrike Pisarski:  
Telefon: +49 (0)2204 - 84 24 30

MEDTEC 2008 •	
11.03.2008 – 13.03.2008, DE 

Semicon China 2008 •	
17.03.2008 – 20.03.2008, CN 

MASSPLASTICS •	
26.03.2008 – 27.03.2008, USA 

1. Aachener Präzisionstage •	
15.04.2008 –  16.04.2008, DE 

HMI, Hannover Messe •	
21.04.2008 – 25.04.2008, DE 

CONTROL  •	
22.04.2008 – 25.04.2008, DE 

MD&M East •	
03.06.2008 – 05.06.2008, USA 

Intersolar 2008 •	
12.06.2008 – 14.06.2008, DE 

SEMICON West 2008 •	
15.07.2008 – 17.07.2008, USA 

Exhibition Micromachine 2008 •	
30.07.2008 – 01.08.2008, JP 

SEMICON Europa •	
07.10.2008 – 09.10.2008, DE 

COMPAMED 2008 •	
19.11.2008 – 21.11.2008, DE 
 

Unser Tipp:  
Auf www.frt-gmbh.com finden Sie  
unter “Termine” (Page Code 78) 
zugehörige Standnummern  
sowie weitere Infos!

FRT Aktuell 
Messekalender 2008

Aus der Praxis für die Praxis
Zwei neue Termine für FRT Metrologie Seminar

Kontaktinformationen

Vorführung an einem Messgerät

3D Topographie einer Mikrofluidik-Komponente

FRT Hauptsitz
Friedrich-Ebert-Straße
D-51429 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2204 - 84 24 30
Fax +49 (0)2204 - 84 24 31
info@frt-gmbh.com
www.frt-gmbh.com

FRT SÜD
Nailastr. 5
D-81737 München
Tel. +49 (0)89 - 45 22 816 20
Fax +49 (0)89 - 45 22 816 29
muenchen@frt-gmbh.com
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